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Rastrovaci elektronové mikroskopy (SEM)

Podlahové (metry) Stolni (desitky cm)




Proc stolni SEM?

* Dostatecné rozvinuta technologie (od roku 2006)

ikrosko_py

* Lepsi rozliseni a hloubka ostrosti nez opticke m

Opticky mikroskop SEM SEM kombinujici vicero snimkd
jednotky az desitky um max 700 um 5-40 mm

Stolni rastrovaci elektronové mikroskopy
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Proc stolni SEM?

Levnéjsi a jednoduseji ovladatelné oproti

[ V4

Pro aplikace s nizSimi naroky na rozliseni/zvétseni (cca 15/50+ nm)
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Proc stolni SEM?

* Vhodné pro mobilni aplikace ¢i do rukavicovych boxu
* Méreni azbestu, archeologickych ndlezu ¢i jiné analyzy v terénu

* Bez potreby specialnich podlah, mistnosti, klimatizace, atd.
* MensSi pracovni prostor se zabudovanymi SED, BSD a EDS detektory

e Zastanou vétsinu rutinni prace




Vyhody Phenom vs. stolni SEMy

* 10x jasnéjsi zdroj elektronu (CeB)

* Lepsi rozliseni, kvalitnéjsi a rychlejsi snimky

* Minimalné 10x delsi zivotnost pri obdobnych servisnich nakladech
* Maximalni optimalizace

» 3 detektory 1 pracovni vzdalenost

* Nékolik nastaveni snimani (spojité nastaveni pro pokrocilé)
* Opticka pudorysna kamera a ndhled pro dokonalou orientaci

* Nejrychlejsi snimky (i zaskoleni obsluhy)
* Do 25 s (pouze u XL s velkou komorou do 1 min)

* Automatizace snimani i vvhodnocovani dat




| Modely stolnich
rastrovacich
elektronovych
mikroskopu
Phenom

Parametry Phenom Pharos Phenom Pro Phenom XL

Katoda (Zivotnost) Schottky CeBs (> 1500 h) CeBg (> 1500 h)

Zvétseni opt. a elektr. 20-134x, 200-1 000 000x 20-134x, 80-150 000x 3-16x, 80-100 000x

BSD, volitelné SED a EDS  BSD, volitelné SED a EDS  BSD, voliteln& SED a EDS
RozliSeni BSD a SED <4 nm,<3nm <10 nm, <8 nm <14 nm

Urychlovaci napé&ti 5,10, 15 kV (2-15kV)* 5, 10, 15 kV (4,8-15 kV)* 5, 10, 15 kV (4,8-20,5 kV)*

Vakuum v komofe nizke, stredni, vysoke nizke, vysoke nizke, stredni, vysoke

Max. velikost vzorku 32 mm (@) x 100 mm 32 mm (@) x 100 mm 100 x 100 x 65 (v) mm

* v pokrocilém modu je urychlovaci napéti volitelné v uvedeném rozsahu

AMNA |
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Porovnani snimku uhliitanu vapenatého s

palladiovou vodivou vrstvou z SE detektoru

—| ® 100000x
41 269 um

a1 : i,n SED
Phenom Pharos, 15 kV, 200 000x Podlahovy SEM s W katodou,
15 kV, SED, 200 000x




Prislusenstvi - Phenom Pure/Pro/Pharos

Specialni drzaky vzorka umoznuiji ziskat prvni elektronovy snimek do
25 s od vlozeni vzorku pro maximalni efektivitu prace

standardni . naklon a otoceni Py 3 na vrtaky

y -
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metalograficky
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*“ ) s rizenim teploty




Prislusenstvi - Phenom XL

Specialni drzaky vzorku - prvni
elektronovy snimek do 1 min

standardni eucentricky sledovani vzorkl pri
az 36 drzakd @12mm pro naklon a otoceni namahani tahem (1000 N)
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Software a moznosti automatizace
e Standardni balik SW

Prvkové slozeni - EDS

FiberMetric

e Asbestometric, automatizované snimani velkych ploch v¢. autofocus

* Doprogramované skripty v Pythonu:

prolindni SED a BSD snimku « zvétSeni hloubky ostrosti © méreni kritickych rozmérd
stanoveni pokryti povrchl natérem c¢i povrchovou Upravou © korelace mezi svételnou a
elektronovou mikroskopii (CLEM) ¢ vyhledavani diatoma/rosivek, aj.

* Mozno si nechat doprogramovat skript dle vlastnich pozadavku




Phenom Pharos — 08-2018

* Prvni stolni SEM s autoemisnim
(FEG) zdrojem elektronu

* Rozliseni lepsi nez 2,5 nm (SED)

* Srovnatelné snimky s
podlahovymi modely, ale za
nizsi ceny.




Porovnani snimku uhlikovych nanotrubicek pfi
10[0]0[00)% zvétéem',\ 10 kV, SED
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mode mag O HFW ' —500 nm—]
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Podlahovy mikroskop Phenom Pharos Podlahovy mikroskop
s wolframovym zdrojem s autoemisnim zdrojem s autoemisnim zdrojem
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Phenom Particle X —

* Phenom XL s automatizaci snimani
i EDS analyzy

* VVerze pro aditivni vyrobu i
technickou cistotu - VDA 19 / ISO
16232

* Odpovidajici reporty




Aditivni vyroba (3D tisk s kovovymi casticemi

Histogram Chart Generated Based on DAVE, Weighted by Volume
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Technicka Cistota vyroby

g ADD | | DELETE

SAMFLE PREP
INFORMATION RUN INFORMATION

Farticle Information

UPDATE

ALYTICAL & MEASURING & TESTING




Shrnuti

 Stolni SEMy Phenom nachazi uplatnéni nejen v zakladnich analyzach

e Kvalitni snimky v kratsim ¢ase s mensimi naroky na znalosti obsluhy
* nejvyssi efektivita prace za privetivé ceny

* Ucelena rada prislusenstvi i automatizacniho SW

* Phenom Pharos — konkuruje podlahovym SEM s Schottkyho katodou
* Cenove dostupnéjsi nez konkurence

* Primyslové orientované verze XL a Particle X (novinka)
* Technicka Cistota, aditivni vyroba

 Nastava doba stolnich SEMU?
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